2026年半导体材料标准工作会议预安排（按项目顺序排列）
	序号
	标准名称
	计划文号及编号
	讨论（任务落实）
月份
	预审
月份
	审定
月份
	应报批
时间

	1. 
	碳化硅粉
	国标委发〔2025〕3号
20250151-T-469
	-
	-
	4
	2026.07.27

	2. 
	氮化铝单晶复合衬底
	国标委发〔2025〕3号
20250093-T-469
	-
	-
	4
	2026.07.27

	3. 
	高温扩散用硅舟及硅保温筒
	国标委发〔2025〕7号
20250575-T-469
	-
	-
	4
	2026.08.31

	4. 
	化学气相沉积用硅喷射管
	国标委发〔2025〕7号
20250577-T-469
	-
	-
	4
	2026.08.31

	5. 
	碳化硅晶片表面杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	国标委发〔2025〕12号
20250729-T-469
	-
	-
	7
	2026.09.27

	6. 
	碳化硅外延层载流子寿命的测试 瞬态吸收法
	国标委发〔2025〕12号
20250731-T-469
	-
	-
	7
	2026.09.27

	7. 
	200mm碳化硅单晶抛光片
	国标委发〔2025〕12号
20250822-T-469
	-
	5
	7
	2026.09.27

	8. 
	氮化铝单晶位错密度测试方法
	国标委发〔2025〕43号
20253480-T-469
	-
	3
	8
	2027.02.06

	9. 
	Ⅲ族氮化物半导体材料极性的测定 透射电子显微镜法
	国标委发〔2025〕47号
20254534-T-469
	3
	8
	11
	2027.03.05

	10. 
	Ⅲ族氮化物半导体晶圆表面缺陷的测试 激光扫描法
	国标委发〔2025〕47号
20254540-T-469
	3
	8
	11
	2027.03.05

	11. 
	氧化镓单晶抛光片
	国标委发〔2025〕47号
20254547-T-469
	-
	6
	9
	2027.03.05

	12. 
	电子器件用氮化镓外延片
	国标委发〔2025〕47号
20254548-T-469
	-
	6
	9
	2027.03.05

	13. 
	光电器件用磷化铟基外延片
	国标委发〔2025〕47号
20254549-T-469
	-
	6
	9
	2027.03.05

	14. 
	碳化硅单晶片残余应力的测试 光弹法
	国标委发〔2025〕47号
20254761-T-469
	-
	5
	8
	2027.03.05

	15. 
	金刚石材料热导率的测定 谐波法
	国标委发〔2025〕52号
20255443-T-469
	-
	6
	9
	2027.04.05

	16. 
	砷化镓基化合物半导体外延片
	国标委发〔2025〕58号
20255676-T-469
	-
	5
	11
	2027.04.30

	17. 
	半导体晶片近边缘几何形态评价 第4部分：不完整区域局部平整度法（PSFQR、PSFQD、PSBIR）
	国标委发〔2025〕58号
20255680-T-469
	3
	8
	11
	2027.04.30

	18. 
	用于HEMT功率器件的硅衬底氮化镓外延片
	国标委发〔2026〕12号
20260731-T-469
	-
	3
	5
	2026.7.28

	19. 
	锗抛光片
	国标委发〔2026〕10号
20260503-T-469
	5
	8
	-
	-

	20. [bookmark: _GoBack]
	氧化镓外延片
	国标委发〔2026〕10号
20260507-T-469
	4
	11
	-
	-

	21. 
	碳化硅多晶
	国标委发〔2026〕10号
20260508-T-469
	5
	11
	-
	-

	22. 
	太阳能电池用砷化镓基外延片
	国标委发〔2026〕10号
20260520-T-469
	5
	11
	-
	-

	23. 
	键合碳化硅外延片
	国标委发〔2026〕10号
20260515-T-469
	5
	11
	-
	-

	24. 
	半导体晶片位错成像的测试 X射线形貌法
	国标委发〔2026〕10号
20260501-T-469
	7
	-
	-
	-

	25. 
	300 mm硅单晶抛光片
	国标委发〔2026〕10号
20260517-T-469
	7
	-
	-
	-

	26. 
	半导体晶片切口尺寸测试方法
	国标委发〔2026〕10号
20260519-T-469
	7
	-
	-
	-

	27. 
	砷化镓单晶位错密度的测试方法
	国标委发〔2026〕10号
20260529-T-469
	5
	11
	-
	-

	28. 
	硅多晶表面粉尘含量的测定  重量法
	工信厅科〔2025〕528号
2025-1379T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	29. 
	流化床法颗粒硅体金属含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	工信厅科〔2025〕528号
2025-1380T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	30. 
	碳化硅用硅粉
	工信厅科〔2025〕528号
2025-1381T-YS
	3
	6
	9
	2026.12.12

	31. 
	蓝宝石材料中痕量杂质元素含量的测定  辉光放电质谱法
	工信厅科〔2025〕528号
2025-1382T-YS
	4
	7
	9
	2026.12.12

	32. 
	硅单晶用籽晶
	工信厅科〔2025〕528号
2025-1647T-YS
	4
	6
	8
	2026.12.12

	33. 
	硅多晶用硅粉
	工信厅科〔2025〕528号
2025-1648T-YS
	3
	6
	8
	2026.12.12

	34. 
	光伏硅单晶拉制用石英坩埚内表面金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	中色协科字〔2025〕162号
2025-043-T/CNIA
	4
	6
	9
	2026.12.2


  
